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 蛍光Ｘ線ホログラフィー[1]は、原子によって散乱されたＸ線を、散乱されないＸ

線で干渉させ、その干渉パターン(ホログラム)を記録する撮像法であり、特定元素

周辺の三次元原子像を一義的に再生できることを特徴とする。従来の回折法では解

決困難な、ドーパントの局所構造解析に有力であることを示してきた。  

 本手法は蛍光Ｘ線に含まれる僅か 0.1%程度のホログラム信号を抽出する手法で

あるため、約 20 年前の研究開始当初は、バルク単結晶の主要元素を計測しても、

精度の良いホログラムデータを計測するのは困難であった。しかしながら、強力な

SPring-8 の単色Ｘ線の利用と高効率な蛍光Ｘ線の検出システムを開発することによ

って、当初は全く無理と思われていた超希薄系の試料も計測することが可能となっ

てきた。希薄磁性半導体である Co ドープ酸化チタン[2]や Mn ドープ ZnSnAs2[3]に

対する応用では、従来の予測を超えた興味深い結果が得られている。  

 原子層に関連する実験例として、「電圧印加型スピン素子」の蛍光Ｘ線ホログラ

フィー実験がある。この試料は Fe の数原子層を含む多層膜であり、電圧印加の有

無によって Fe 原子の位置が変位することが示唆されている。そこで我々は、この

点を明らかにするために、本試料の蛍光Ｘ線ホログラフィーの研究に取り組んでお

り、予備実験においてはホログラムの観測に成功している。  
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